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1. WSTEP 2.1.3. Stabilnes¢ warunkéw pomiarowych. Po-

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg
metody pomiaru parametrow elektrycznych, cyf-
rowych ukladéw scalonych monolitycznych o ma-
lej skali integracji (SSI), klasy TTL i DTL.

1.2. Zakres stosowania normy. Norme stosuje
sie przy badaniach rozjemczych.

1.3. OkresSlenia

1.3.1. Warunki najgorszego przypadku — zo-
spol wartosci zastosowanych warunkéw pracy
ukladu cyfrowego (wybranych z zakresu wartosci
dopuszczalnych), ktére razem tworzg najmniej
korzystne warunki pracy dla danego parametru
uktadu cyfrowego.

1.2.2. Pozostale
T-01600/00.

okreslenia — wg PN-72/

2. POSTANOWIENIA OGOLNE

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace warunkow
pomiaru

2.1.1. Temperatura otoczenia podczas pomiaru
powinna byé zgodna z temperatura okreslonag
w normie przedmiotowej na dany typ ukladu
scalonego i utrzymywana z dokladnoscig *2 deg,
jezeli norma przedmiotowa nie przewiduje ina-
cze].

Pomiary powinny byé wykonywane w warun-
kach chlodzenia naturalnego ukladu scalonego
przez promieniowanie obudowy i konwekcje, je-
zeli norma przedmiotowa na dany typ nie stano-
wi inaczej.

2.1.2. Zabezpieczenie przed wplywami zewnetrz-
nymi. Mierzony uklad scalony powinien by¢ za-
bezpieczony przed wplywami zewnetrznych pol
elektrycznych, magnetycznych, promieniowania
jonizujgcego itp, tak aby nie wplywaly one na
wynik pomiaru.

miary powinny byé wykonywane w ustalonych
warunkach elektrycznych ukladu pomiarowego,
jezeli pomiar nie jest pomiarem impulsowym albo
norma przedmiotowa nie stanowi inaczej. W przy-
padku w ktérym wynik pomiaru zalezny jest od
czasu pomiaru, nalezy okresli¢ i stosowaé zespol
warunkow kompensujgcych ten wplyw.

2.1.4. Wartosci dopuszczalne. Podczas pomiarow
nie powinna byé¢ przekroczona zadna z dopusz-
czalnych wartosci parametrow granicznych bada-
nego uktadu scalonego, podanych w normie przed-
mictowej. Zaleca sie, aby w czasie wymiany ba-
danego ukladu scalonego napiecia zasilajace i ste-
rujace byly wylgczone od podstawki pomiarowej.

2.2. Wymagania dotyczace ukladéw pomiaro-
wych

2.2.1. Urzadzenia pomiarowe stosowane do po-
miaréw parametréw statycznych ukitadow scalo-
nych powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-71/
T-06500/03.

2.2.2. Zasilacze. Zrodla zasilania stalego napie-
cia i stalego pradu stanowigce elementy skladowe
ukladu pomiarowego powinny zapewnia¢ zgdang
doktadno$¢ pomiaru. Tetnienia napiecia wyjscio-
wego zasilaczy nie powinny zwieksza¢ niedoklad-
nosci pomiaru.

2.2.3. Przyrzady pomiarowe. Przyrzad do po-
miaru napiecia powinien mie¢ impedancje wew-
netrzng dostatecznie duzg, tzn. taksy, aby dwu-
krotne zmniejszenie jej wartosci nie wplynelo na
doktadnosé pomiaru.

Przyrzad do pomiaru prgdu powinien mieé¢ im-
pedancje wewnetrzng dostatecznie mala, tzn. taka,
aby dwukrotne jej zwiekszenie nie wplynelo na
dokladnosé pomiaru.

2.2.4. Dokladno§¢ pomiaru. Dokladnosé pomia-
row powinna odpowiadaé potrzebom uzytkownika
i producenta, lecz nie powinna by¢ gorsza niz
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+ 5% dla parametrow statycznych oraz +15% dla
parametrow dynamicznych. Wartosci graniczne
parametréow podane w normach przedmiotowych
nie uwzgledniajg dokladnosci pomiaréw.

2.2.5. Stan elektryczny niewykorzystanych wy-
prowadzen badanego ukladu scalonego. Wyprowa-
dzenia badanego ukladu scalonego, dla ktérych
nie sg pcdane zadne warunki elektryczne powin-
ny pozosta¢ nie polgczone.

2.3. Wymagania ogoélne dla ukladéow pomiaro-
wych parametréow dynamicznych

2.3.1. Wymagania dla Zrdédel sygnalow steruja-
cych. Generator impulséw sterujgcych powinien
zapewnia¢ impulsy o plaskim wierzcholtku i pod-

stawie oraz zboczach liniowych pomiedzy pozio-
mami 10% i 90%.

Impedancja generatora powinna byé dostatecz-
nie mata, aby zapewni¢ odpowiednie poziomy na-
pie¢ i linjowosé przebiegéw zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w normie przedmiotowej. Para-
metry sygnalu sterujagcego nalezy mierzyé na
wejSciu badanego ukladu scalonego. Zrédla im-
pulsow sterujagcych powinny zapewmiaé regulacje
czestotliwosci powtarzania impulséw, dlugosci
impulsu, pozioméw napieé oraz czasu narastania
i opadania impulséw. Miedzy zrédlo sygnaléw ste-
rujacych a ukiad badany moze byé wprowadzony
ukiad posredni zwany ukladem sterujgcym, kts-
rego parametry powinny byé podane w normach
przedmiotowych. Zrédla impulséw doprowadzone
do uktadu sterujgcego powinny zapewniaé nastg-
pujgce parametry:

a) amplituda impulséw od 6 V do poziomu U,

b) czas narastania i opadania co najwyzej /s
najkrotszego z mierzonych czaséw, jezeli norma
przedmiotowa nie przewiduje inaczej,

c) czestotliwos¢é powtarzania impulséw co naj-
mniej 100 kHz,

d) oscylacje i szumy ma wierzchotku i podsta-
wie impulsu sterujgcego nie powinny przekraczaé
10% amplitudy (dotyczy obu metod sterowania).

2.3.2. Wymagania dla obcigzenia badanego
ukladu scalonego. Przy pomiarach parametrow
dynamicznych cyfrowych ukladéw scalonych, jako
obcigzenie badanego ukladu mozna stosowaé od-
powiednig liczbe zgodng z podang w normie
przedmiotowej maksymalng obcigzalnosciag wyjs-
ciowsq, takich samych ukladéw lub sztuczne obcig-
zenie z elementéw dyskretnych.

2.3.2.1. Obciazenie analogicznymi ukladami sca-
lonymi powinno by¢ wykonane w postaci réwmo-
legtego polgczenia odpowiedniej liczby ukladow
scalonych tego samego typu co uklad badany, tak
aby zapewnié podang w normie przedmiotowej
maksymalng obcigzalnos¢ dla badanego ukladu.
Typ oraz liczba ukladéw stanowigcych obcigzenie
pcwinny byé podane w normie przedmiotowej.

2.3.2.2. Obcigzenie sztuczne powinno skladac sie
z elementéw dyskretnych, jak: kondensatory,
oporniki i diody lub tranzystory, w liczbie i ukla-
dzie podanych w normie przedmiotowej.

Uktad obcigzenia powinien zapewniaé¢ podang
w normie przedmiotowej maksymalng obcigzal-
nos¢ badanego ukladu oraz reprezentowaé najgor-
sze warunki dla wszelkiego rodzaju efektéow pa-
sozytniczych. Pojemnosé obcigzenia jest sumg po-
jemnosci wejSciowej rzeczywistego obcigzenia
ukladu badanego, tzn. pojemnosci linii transmi-
syjnej, pojemnosci sondy pomiarowej oraz pojem-
nosci podstawki pomiarowej. Wartosé tej pojem-
nosci powinna byé¢ podana w normie przedmioto-
we]j. Opornosé powinna zapewnia¢ podang w nor-
mie przedmiotowej maksymalng obcigzalnos¢ ba-
danego ukladu. Dla obcigzen przyjmujacych prad
z ukladu badanego opornik powinien by¢ wig-
czony miedzy wyjscie ukladu badanego a mase,
a dla obcigzen dostarczajgcych pragd dla ukladu
badanego opornik powinien byé¢ wigczony miedzy
wyjscie ukladu badanego a napiecie zasilania.

Uklad diod (lub tranzystoréw) obcigzenia powin-
ny reprezentowaé¢ diody wejsciowe rzeczywistego
obcigzenia badanego ukladu. Uklad ten powinien
takze zawiera¢ wszystkie diody, ktére znajduja
sie na drodze prgdu w obcigzeniu rzeczywistym
badanego ukladu.

Wartoéé opornosci, typy i liczba elementéw poi-
przewodnikowych powinny by¢ podane w normie
przedmiotowej. |

Norma powinna zawiera¢ schemat ukladu ob-
cigzenia.

2.3.3. Przyrzady pomiarowe. Do pomiaru para-
metrow dynamicznych moga by¢ stosowane przy-
rzagdy pomiarowe: oscyloskopy, czestosciomierze
o odpowiednich charakterystykach umozliwiaja-
cych pomiar nanosekundowych odcinkéw czasu
lub duzych czestotliwosci powtarzania impulsow
oraz o odpowiednich parametrach czestotliwos-
ciowych do pomiaru impulséw o czasach narasta-
nia rzedu utamkéw nanosekundy.

Impedancja wyjsciowa przyrzgdu pomiarowego
nie powinna wplywaé¢ na wynik pomiaru, a jej
warto$é powinna by¢ okreslona w normie przed-
miotowej.

2.3.4. Wykonanie ukladu pomiarowego powinno
ograniczy¢ do minimum efekty pasozytnicze, po-
jemnosci i indukcyjnosci rozproszone.

2.3.5. Warunki pomiaru okre§lone w normie
przedmiotowej. W normie przedmiotowej powin-
ny byé podane nastepujgce warunki pomiarow:

a) dla generatoréw impulséw:

— amplituda impulséw sterujgcych,

— czas narastania i opadania impulsow,

— czestotliwose powtarzania,

— wspblczynnik wypelnienia,
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— schemat ukladu sterujgcego, (w przypadku — uktlad obcigzenia,

sterowania badanego ukladu nie bezposred- — wartosci pojemnosci, opornosci i elementy

nio z generatora), diodowe zastosowane w ukladzie,
— pojemnosé obcigzajgca wejscie uktadu bada- c) dla przyrzadu pomiarowego:

nego, — charakterystyki czestotliwosciowe (np. czasy
— impedancje generatora impulséw, narastania dla oscyloskopu samplingowego),
b) dla ukladu obcigzenia: — impedancja wej$ciowa.

KONIEC

INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme¢ — Naukowo-Produkecyjne Centrum Poélprzewodnikow.
2. Normy zwiazane
PN-72/T-01600/00 Mikrouklady scalone. Nazwy i okre§lenia. Postanowienia ogoélne
PN-71/T-06500/03 Elektroniczne przyrzady pomiarowe. Ogélne wymagania konstrukcyjne i badania
3. Dotychczas ustanowione arkusze BN-74/3375-24
arkusz 01 — Metoda pomiaru prgdu zasilania w stanie niskim I o
arkusz 02 — Metoda pomiaru prgdu zasilania w stanie wysokim I..py
arkusz 09 — Metoda pomiaru napigcia wejSciowego w stanie niskim U,
arkusz 10 — Metoda pomiaru napiecia wejSciowego w stanie wysokim U,y



